
































































专利名称(译) 能够确定具有多层的样品中的光学参数的非侵入式传感器
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摘要(译)

用于非侵入地测量样本的至少一个光学参数的设备和方法，特别是包括多个层的组织样本。至少一个参数可用于确定组织样品中感
兴趣分析物的存在或浓度。本发明的装置和方法（1）测量从组织样本的较浅层基本上反射，散射，吸收或发射的光，（2）测量基
本上反射，散射，吸收或发射的光。从组织样本的较深层，（3）确定这些层中的每一层的至少一个光学参数，以及（4）考虑较浅
层对较深层的至少一个光学参数的影响。指定采样深度允许确定组织样本的特定层（例如真皮）的光学性质，并且在这些测定中减
少来自其他层（例如角质层和表皮）的干扰。
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